IC產業是台灣的光環，從設計、製造、到測試的產業鍊中，晶片測試攸關著IC的品質與可靠度，是不容忽視的一個重要環節，然而其快速上升的成本，已經漸漸成為IC產業界最頭痛的問題之一。面對這個挑戰，『后羿計畫—無線測試平台』提出了一個嶄新的思維，研發出完整的解決方案，並獲得多項專利，其中「積體電路元件檢測系統」技術還榮獲98年國家發明獎銀牌的肯定。目前已研發完成具商業化潛力的雛型系統，以創新的方法開發出利用無線介面來執行測試、診斷、並修復系統單晶片(SOC)的技術，不但可以一舉解決傳統測試機台所面臨的窘境，還可大幅縮短測試時間以有效降低測試成本，提高晶片的產品良率，預料將為IC測試界帶來革命性的改變。晶圓廠、記憶體設計與製造、記憶體測試、SOC設計與製造、SOC測試、支援測試之電路設計(DFT)、ATE設備、探針卡等與無線測試平台技術相關的產業，將會因此而受惠。參與『后羿計畫—無線測試平台』計畫的研究群包括工研院、台大、台科大、中央、清大、交大、中華大學、逢甲大學等單位學者專家，都是相關領域的一時之選。
為了促進技術推廣與產學合作的機會，本計畫將於98年12月10日(星期四)上午9時至下午5時在新竹國賓飯店10樓國際會議廳B廳舉辦『后羿計畫－無線測試平台』成果發表會，展示本計畫技術研究成果。會中並有致茂電子黃欽明董事長主題演講及雛型系統展示。誠摯邀請您撥冗蒞臨指導。
國立清華大學積體電路設計技術研發中心
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 敬邀
后羿計畫—無線測試平台
迎向高良率、超低成本IC測試技術的大未來
主辦單位：國立清華大學積體電路設計技術研發中心
指導單位：經濟部技術處
執行計畫：后羿計畫—前瞻無線測試平台與技術四年計畫
活動日期：98.12.10(星期四)
地　　點：新竹國賓飯店10樓國際會議廳B廳
	時間
	活動時程
	主講人

	08:30～09:00 
	報　　到

	09:00～09:10 
	開　　幕
	貴　　賓

	09:10～09:15 
	 頒　　獎  

	09:15～10:05 
	Keynote—

半導體測試設備產業的挑戰
	致茂電子
黃欽明董事長

	10:05～10:15 
	迎向高良率、超低成本IC測試技術的大未來
	吳誠文教授

	10:15～10:30 
	無線測試架構與支援無線測試之易測晶片設計方法
	黃錫瑜教授

	10:30～10:45 
	無線測試系統之整合與原型平台
	黃稚存教授

	10:45～11:15 
	休　　息 (現場實品操作展示與解說)

	11:15～11:35 
	適用於HOY無線測試系統之短距無線介面設計 
	黃柏鈞教授

	11:35～11:50 
	后羿計畫軟體技術--Test Wrapper合成自動化, 測試程式生成自動化及圖形介面整合技術 
	劉靖家教授 

	11:50～12:05 
	內建式時脈抖動量(Jitter)量測技術
	陳繼展博士 

	12:05～13:30 
	午        餐 (12樓八方燴自助西餐廳)

	13:30～13:45 
	適用於 HOY 機台的變頻掃瞄鍊測試 
	黃錫瑜教授 

	13:45～14:00 
	后羿測試機台之晶片速度的自我測試分類與校正機制 
	鄭經華教授 

	14:00～14:15 
	適用於無線測試環境下之包含未知訊號測試結果壓縮設計 
	李建模教授 

	14:15～14:30 
	一個具成本效益與高測試精準度應用於Sigma-Delta類比數位轉換器之內建自我測試電路設計
	洪浩喬教授 

	14:30～14:45 
	可容忍雜訊的低成本類比數位轉換器線性直方圖分析電路 
	黃俊郎教授 

	14:45～15:00 
	具無線介面之記憶體自我修復技術
	李進福教授 

	15:00～15:15 
	內嵌式記憶體內建自我修復技術之研究
	呂學坤教授 

	15:15～15:30 
	休　　息

	15:30～17:00 
	現場實品操作展示與解說、合作洽談


聯絡資訊：李小姐、陳小姐
電話：(03) 516-2419、574-2314　　傳真：(03) 562-3630
E-Mail：illee@mx.nthu.edu.tw、ccchen@larc.ee.nthu.edu.tw　網路報名：http://larc.ee.nthu.edu.tw/~hoy
